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Ｘ線 Talbot 干渉計は、広いバンド幅の球面波によって大面積の位相イメー

ジングが行えることから近年注目を集めてきた[1]。この干渉計は、試料、二枚

の透過型回折格子、検出器からなるシンプルな構成で、縞走査法あるいは

Fourier 変換法といった方法によって、吸収像および微分位相像を同時に取得

することができる。さらにこれら二つの画像とは独立な第三のコントラスト画像

（ビジビリティコントラスト像）を得ることもできる[2]。最近この第三のコントラス

ト画像が、これまで描出できなかった部位の描出を可能とするものとして、医

学、生物学から材料科学にわたる幅広い分野で高い関心を集めている。 

ビジビリティコントラストの形成には、吸収像、微分位相像では解像できない

微小な構造による極小角散乱が関係していることが示唆されていた[2]。しか

しながらその起源については必ずしも明らかになっていなかった。我々は微小

構造による波面の空間的な乱れによってビジビリティの減少が説明できること

を示し、さらに波面の乱れと構造パラメータ（微小構造の平均サイズおよび形

状）を関係づけることに成功した[3]。これによりビジビリティコントラストから構

造パラメータを画像情報として定量的に引き出すことができることが示された。 

ビジビリティコントラストが定式化されたことによって、トモグラフィの原理も

適用可能であることが示された。すなわち微小構造を特長づけるパラメータの

三次元的な分布を定量的に可視化することができる。 

このような着想のもとに、我々は BL14C においてビジビリティコントラストト

モグラフィの実験を試みた。試料としてはクロロプレンゴム（CR）を内包したメラ

ミンスポンジを用いた。その結果、トモグラフィの原理によって得られた断面像

において、それぞれの材料の微小構造を特長づけるパラメータを定量的に決

定することができた。本手法は極小角散乱を生じる微小構造の構造パラメー

タの三次元的な可視化を可能とするものであり、実用材料内部の非破壊検査

などに将来的に有効であると期待される。 
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